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RESUMO

A pergunta de partida do presente trabalho questiona a relacdo entre a metrologia e
a propriedade intelectual no Brasil, a partir da histéria e da formagdo de seus
institutos nacionais. Partiu-se da hipétese de que existem encadeamentos historicos
significativos que configuraram a atual estrutura com que atuam esses institutos e o
modo como as duas areas se relacionam hodiernamente. Para avaliar a hipdtese
mencionada, utilizaram-se os seguintes procedimentos metodoldgicos: i. Analise de
documentos digitais e analdgicos que descrevem a estrutura de diferentes institutos
metrologicos nacionais; ii. Analise de documentos relacionados a historia do Inmetro
e do INPI; e, iii. Revisdo bibliografica das principais referéncias relacionadas a
historia da metrologia e da propriedade intelectual no Brasil. Concluiu-se que é
escassa a literatura que aproxima a Metrologia e a Propriedade Intelectual, muito
embora seja possivel perceber a sua interdependéncia pela experiéncia de outros
paises, como a Alemanha e a Coréia.

PALAVRAS-CHAVE: Histéria, metrologia, propriedade intelectual, institutos
nacionais.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HISTORICAL METROLOGY A ND
INTELLECTUAL PROPERTY IN BRAZIL: COINCIDENCES, SIMI LARITIES OR
INTERDEPENDENCE?

ABSTRACT
The starting question of this work concerns the relationship between metrology and
intellectual property in Brazil, from the history and formation of its national institutes.
We started from the hypothesis that there are significant historical threads that have
shaped the current structure with which these institutions operate and that influence
the way the two areas are related in our times. To evaluate this hypothesis, we used
the following instruments: i. Literature review related to the main historical references
of metrology and intellectual property in Brazil; ii. Analysis of digital and analogical
documents that describe the structure of different national institutes of metrology; iii.
Analysis of documents related to the history of Inmetro and INPI. Our results showed
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that there aren’'t many works approaching Metrology and Intellectual Property,
although it is possible to realize their interdependence by the experience of other
countries, such as Germany and Korea.

KEYWORDS: History, Metrology, Intellectual Property, National Institutes.

INTRODUCAO

Ao observar a aplicagéo do Sistema Internacional de Unidades (SI), em nossa
sociedade, tanto nas relacbes econdémicas quanto em processos industriais, ou,
ainda, nas medicBes mais complexas e precisas, realizadas em areas estratégicas
de ciéncia e tecnologia, comércio e industria, ndo se imagina que a existéncia de um
sistema universal de unidades, baseado em grandezas fisicas constantes e na
justeza do numero dez, seja relativamente recente (DIAS, 2011).

Menos ainda, reflete-se sobre a relagdo entre esses processos avangados de
medicdo e sua aplicacdo tecnolégica. Do mesmo modo, embora as instituicbes
nacionais responsaveis pela metrologia e pela propriedade intelectual estejam sob a
tutela do mesmo Ministério, o Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior - MDIC, ainda h& poucos estudos sobre essa relacao.

A dificuldade de perceber a associacdo entre metrologia e propriedade
industrial pode ter raizes histéricas. Na verdade, h4 um emaranhado de conceitos
associados e mal compreendidos nesse sentido. Entre eles, estdo o de propriedade
intelectual, que abrange a propriedade industrial, a protecéo por direitos autorais e a
protecdo sui generis, além do amplo conceito de propriedade industrial (BARBOSA,
2010); o de inovagédo tecnoldgica, no sentido em que se define como aplicacdo do
conhecimento cientifico na industria, o de tecnologia industrial basica e o de
avaliacao da conformidade (DIAS, 2011).

O objetivo deste trabalho foi investigar as relacbes historicas entre a
metrologia e a propriedade intelectual no Brasil a partir da segunda metade do
século XX, tendo como marco sua institucionalizacdo em ambito nacional. Na
primeira se¢ao, serao abordados os principais conceitos que identificam e associam
as duas areas, 0s quais permitirdo uma compreensao mais precisa da relacao entre
a metrologia e a propriedade intelectual; na segunda sec¢do, sera debatida a
importancia das relacdes histéricas para a configuracao das atuais relacdes entre a
metrologia e a propriedade intelectual no Brasil; na terceira secédo, far-se-4& uma
associacao historica, apontando os principais eventos relacionados a metrologia e a
propriedade intelectual no Brasil desde a década de 70, periodo de criacdo dos
institutos nacionais responsaveis pelas duas areas.

MATERIAL E METODOS

A presente investigacao caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa que,
segundo LUDKE & ANDRE (2013), pretende colocar em relacéo fatos e ideias, pelo
estudo dos elementos que os originam. Neste sentido, aproxima-se do estudo de
caso, uma vez que procura associar dois campos conceituais que se objetivam em
um contexto histérico especifico, utilizando-se de diversas fontes de investigagao.
Para tanto, foram revisadas fontes primarias, como legislacfes, normas técnicas,
documentos e gravacdes institucionais e fontes secundarias, a partir da escassa
bibliografia publicada sobre o tema, apesar da relevancia social e econdmica.
Utilizou-se a pesquisa local, nas bibliotecas do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia — INMETRO e do Instituto Nacional de Propriedade
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Intelectual — INPI, além de pesquisa remota, em bases de dados nacionais e
internacionais, especialmente do Physikalisch-Technisch Bundesanstalt — PTB
(Alemanha) e ao Ministry of Trade, Industry and Energy (Coréia do Sul). A
metodologia utilizada foi, portanto, a revisdo da bibliografia existente sobre o tema e
a utilizacdo de fontes primarias, quais sejam, documentos, fisicos e digitais, que
abordam a histéria da metrologia e da propriedade intelectual no Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSAO
A Evolucéo do Conceito de Metrologia

A Metrologia, hoje, é, pelo menos tecnicamente, entendida como a ciéncia
das medicdes, cujo objetivo é prover confiabilidade, credibilidade, universalidade e
qualidade aos resultados das medicdes. (EURAMET, 2008). Pode-se dizer, por um
lado, que ndo ha grandes variacdes no sentido atribuido ao termo pelos manuais, ja
gue a uniformidade é uma das caracteristicas da prépria ciéncia metrolégica. De
acordo com o Vocabulario Internacional de Metrologia (VIM), publicado desde 1984,
pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas-BIPM (BIPM, 2008) como principal
referéncia ao vocabulario técnico utilizado por essa ciéncia, o termo “metrologia”
refere-se a “ciéncia das medigcbes e suas aplicagbes”. Etimologicamente,
“metrologia” € uma juncdo das palavras gregas “métron” (uetron) — medir, avaliar e
“logos” (logos) — palavra, razdo, estudo. Trata-se, assim, do estudo, ou do discurso
racional sobre a medida.

No entanto, em seu uso corrente, em diferentes contextos nacionais e
histdricos, o termo “metrologia” pode ser considerado bastante polissémico. KIND e
LUBBIG (2013) consideram que ele passou por mudancas radicais de sentido pelo
mundo. Conforme sua pesquisa, a concepcdo da metrologia como ciéncia
consistente associada a natureza e as técnicas de medicdo é recente e se inicia no
século XX. Os autores apontam evidéncias de que, na Europa, durante o Século
XIX, o termo era associado a ideia de pesos e medidas, ou seja, ao comeércio de
produtos.

Dessa evolucdo, cabe concluir que, quando se muda o sentido de uma
palavra, muda-se a sua funcdo, bem como todo o campo semantico associado. O
entendimento da metrologia como ciéncia e sua evolucdo para uma relagdo com as
tecnologias na industria parece ser o mote principal dado ao termo, sobretudo no
que se refere a criacdo dos Institutos Metrolégicos Nacionais (IMNs). No ambito da
Europa e nos Estados Unidos, pelo menos, conforme os referidos autores, essa foi a
concepcao que se consolidou desde o inicio do século XX, momento em que se
instituiam seus IMNs.

Tal acepcdo ndo apenas orientou a criacdo desses institutos, mas consolidou
uma forma de atuacdo na fronteira entre ciéncia e induUstria, mais que entre, por
exemplo, industria e comeércio. Essa forma de interpretar a metrologia determina que
uma instituicAo metrologica deve se encarregar de atividades como zelar pela
uniformidade das unidades de medida; realizar pesquisas em metrologia fisico-
cientifica, sobretudo relacionadas a precisdo das medicdes; além de investigar a
estrutura e as propriedades fisicas de substancias. Assim o descreve, a titulo de
exemplo, ipsis litteris, a portaria que define as atividades do instituto nacional de
metrologia da Alemanha, o PTB (2011).

E interessante observar a estrutura dos IMNs em paises com diferentes
caracteristicas para perceber especificidades do modelo brasileiro. Na Coreia do Sul,
por exemplo, optou-se por uma estrutura mais fragmentada e descentralizada, a
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partir da ideia de concomitancia entre autonomia e interacdo. Ha diversas
instituicdes relacionadas ao apoio a industria, sob a estrutura do Ministério do
Comércio, Industria e Energia. Dentre elas, a Korean Agency for Technology and
Standards (COREIA DO SUL, 2012) que pode ser considerada como seu IMN. Outro
ponto a ser considerado € uma tendéncia, intensiva, na atualidade, a priorizar o
apoio metroldégico a micro, pequenas e médias empresas. Tal tendéncia € bem

evidenciada nas propostas institucionais da Coreia e da Alemanha.

Trade & Investment | Industry & Technology | Energy & Resou
Total Title

24 Worea Federation of Srnall and Medium Business (KFSB)

23 Small Business Corporation (SBC)

22 Korea Productivity Center (KPC)

21 Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCH

20 Korea Institute of Science and Technolagy Infarmatian (KISTI)
19 Korea Institute for Industrial Economics&Trade (KIET)

18 Korean Agency for Technology and Standards, MKE (KATS)
17 Korean Intellectual Froperty Office (KIPO)

16 Small and Medium Business Administration (SWMBA)

12 Korea Institute of Machinery and Materials {KInk)

FIGURA 1: Estrutura do Ministério do Comércio,
Industria e Energia da Coreia

Fonte: Ministério do Comércio, Industria e Energia da
Coreia do Sul (COREIA DO SUL, 2012)

Em termos geogréaficos, ndo se pode generalizar esse entendimento. No
Brasil, ao contrario dos paises europeus e dos Estados Unidos, a concepgédo de
metrologia j4 nasceu bastante associada ao seu viés comercial e a sua relagdo com
0s pesos e medidas. Tanto o foi que, na ocasido de criacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, as funcdes de regulacédo de produtos e a metrologia cientifica Ihe foram
atribuidas, concomitantemente, um caso atipico em relagdo ao modelo adotado
pelos paises desenvolvidos.

Tal visdo consolidou-se a partir da criacdo dos Institutos Nacionais de Pesos
e Medidas, que formam a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, e da
popularizagdo da marca do Inmetro associada a seu papel regulatorio. Ao assumir
fortemente o viés regulatério, o significado da metrologia, no Brasil, distanciou-se,
em certa medida, pelo menos no imaginario popular, da ideia de inovagdo e
propriedade intelectual, mais associada a concepcdo de metrologia como ciéncia
que a definicdo de pesos e medidas. Na secdo seguinte, serdo apresentados alguns
conceitos relacionados a metrologia e a propriedade intelectual, com o objetivo de
aprofundar a formacéo e evolucdo dessa relacao no Brasil.
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Metrologia e Propriedade Intelectual: Principais Fu  ndamentos

E ardua a incumbéncia de associar duas areas cujos conceitos, devido & sua
complexidade imanente, assumem significados multiplos, por vezes, confusos e
imbricados, tanto pelo senso comum como por parte da literatura especifica e da
propria comunidade cientifica. A dificuldade de lidar com tais conceitos, bem como
com sua relacao, ao tratar-se, por exemplo, de politicas de apoio a inovagdo comuns
as duas areas, pode ter suas raizes em uma construcdo histérica associada a
metrologia e a propriedade intelectual no Brasil. Nesta sec¢do, foram selecionados
alguns dos principais conceitos envolvidos, com a finalidade de esclarecer alguns
mitos e imprecisdes que dificultam a associacdo entre metrologia e propriedade
intelectual. Abordamos, assim, as nocGes macro de: metrologia; avaliacdo da
conformidade; qualidade; tecnologia industrial basica; propriedade intelectual e
inovacdo tecnolégica. Também buscamos esclarecer os conceitos derivados de:
padronizacao técnica; incerteza; calibracdo e rastreabilidade.

O primeiro ponto a esclarecer € a diferenca entre metrologia, avaliacdo da
conformidade e qualidade. Nesse sentido, € mister salientar que tais conceitos
embora com frequéncia utilizados indiscriminadamente pelo senso comum e até pelo
meio cientifico, apresentam diferencas marcantes, fundamentais para compreender
sua relacao historica.

Esclareca-se, assim, que o par que inclui avaliacdo da conformidade e
qualidade esta mais associado as relacbes de consumo e ao mercado. Tais
conceitos vinculam-se a um papel regulatério, ao controle de pesos e medidas e sua
relacdo com o consumo. Trata-se de conceitos hoje considerados paralelos ao
conceito de metrologia conforme as principais referéncias cientificas. Nesse ponto,
nem sempre sao entendidos como sinbnimos ou mesmo como derivados do conceito
de metrologia, mas como noc¢des distintas, embora associadas. No préprio VIM
(BIPM, 2008) figura apenas a noc¢ao de “verificagao”, no ambito da metrologia legal.

Ainda de acordo com o VIM (BIPM, 2008) a metrologia envolve alguns
conceitos que constituem suas atividades fundamentais:

1. Padrédo de medicao - Realizacdo da definicdo de uma dada grandeza, com um
valor determinado e uma incerteza de medi¢ao associada, utilizada como referéncia.
2. Rastreabilidade- Propriedade de um resultado de medicéo pela qual tal resultado
pode ser relacionado a uma referéncia atravées de uma cadeia ininterrupta e
documentada de calibracdes, cada uma contribuindo para a incerteza de medicao.

3. Calibracdo - Operacdo que estabelece, sob condicbes especificadas, numa
primeira etapa, uma relacdo entre os valores e as incertezas de medicao fornecidas
por padrbes e as indicagbes correspondentes com as incertezas associadas; numa
segunda etapa, utiliza esta informacédo para estabelecer uma relacdo visando a
obtencado de um resultado de medi¢&o a partir de uma indicacao.

Tais atividades tornam o papel da metrologia e dos institutos metroldgicos
nacionais centrais para o desenvolvimento da industria e das atividades inovativas
em um pais. A relacdo entre as medicbes e a tecnociéncia, bem como a
necessidade de se estruturar o apoio metrolégico a pesquisa industrial se traduzem
a partir do conceito de tecnologia industrial basica.

Até esse ponto, lidamos com conceitos cuja sinergia é amplamente
reconhecida no Brasil, ainda que a partir de elos construidos historicamente, os
guais, por essa mesma razdo, merecem revisao. Isso dito, cabem alguns
guestionamentos para avancar-se ao problema que ensejou a presente pesquisa.
Em que a metrologia poderia estar associada com a propriedade intelectual, em
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termos de avanco competitivo e desenvolvimento industrial? Como e a partir de
quais projetos politicos especificos a realidade brasileira tem desenvolvido tal
relacéo?

Antes derivada da propria nogdo de propriedade, a ideia de propriedade
intelectual pode ser compreendida a partir de referéncias teoricas do direito e da
economia. Para LEOPARDI & ESTEVES (2010), é possivel integrar as visdes do
plano juridico e econdémico sobre o direito de propriedade por intermédio da
formulagdo de um conceito interdisciplinar, que redna elementos de ambas. As
autoras também reiteram a importancia de abrir-se um campo de analise econémica
para os direitos de propriedade, ao referirem-se a conceitos como externalidades e
custo de oportunidade. E partindo de uma visdo multidisciplinar, que relaciona os
direitos de propriedade & no¢éo de ativos e a ideia de que tais direitos tém impacto
pratico, no sentido social, cientifico e econdémico, que se pretende abordar o
conceito.

Por fim, a ideia de tecnologia industrial basica (TIB) pode ser bastante util
para compreender a associacao historica entre metrologia e propriedade intelectual.
Para DIAS (2011, p.21), a TIB, mais que um conjunto de conhecimentos para gerar e
aprimorar produtos, configurou-se como uma politica no Brasil e teve como tarefa
agregar as atividades de metrologia, normalizacdo, qualidade, propriedade
intelectual e informacao tecnoldgica.

O Contexto de Criacao dos Institutos Nacionais de M etrologia e Propriedade
Industrial

No Brasil, em recorte histdrico recente, que se estende desde sua origem até
a década de 90, a metrologia se institucionalizou, mediante uma forte relacdo com o
comeércio. Originou-se, assim, mais do vértice da metrologia legal que das func¢des
da metrologia cientifica, com um viés mais relacionado a regulacdo que ao apoio
metrologico a industria ou a um projeto de interacdo ciéncia-industria.. A partir da
criagdo do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, em 1961, formalizaram-se, desse
modo, mecanismos de protecado de produtores e consumidores e estreitaram-se 0s
lacos da metrologia com a producdo industrial, as relacbes de consumo e o
comércio. A criacdo do Instituto ensejou o estabelecimento da atual estrutura que
determina o funcionamento da metrologia no pais, até hoje, por meio do
aparelhamento de um arranjo consubstanciado entre ciéncia, industria e comércio.
Em termos institucionais, tal arranjo se formalizou a partir da constituicdo do
Sinmetro, do Conmetro e, finalmente, do Inmetro:

(...) a formalizacdo de mecanismos de protecdo de produtores e
consumidores € um fato recente, com a criagcdo do Instituto Nacional de
Pesos e Medidas em 1961, que implantou a rede Nacional de Metrologia
Legal e instituiu, no Pais, o Sistema Internacional de Unidades (S.l.). Em
1973, através da Lei 5.966, foi instituido o Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial, SINMETRO, com a finalidade de
formular e executar a politica nacional de metrologia, normalizacéo industrial
e certificacdo de qualidade de produtos industriais. Como 6rgdo normativo
do Sistema, foi criado, no &mbito do Ministério da Industria e do Comércio, o
Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO; e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO, 6rgdo executivo central do Sistema.(
EPSZTEIN & DINIZ, 2011, p.04)
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Na mesma década, em 1967, a Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI, ou, na versao inglesa, WIPO) é criada, como 6rgdo autbnomo
dentro do sistema das Nac¢des Unidas. Nesse contexto, a OMPI engloba as Unides
de Paris e de Berna e articula-se com a Unido para a Protecdo das Obtencdes
Vegetais, além de uma série de outros tratados relacionados (BARBOSA, 2010,
p.11). A Convencdo da OMPI redefine a propriedade intelectual e permite um
tratamento integrado aos seus dominios. Ainda nesse mesmo ano, no Brasil, um
novo Cadigo de Propriedade Industrial € adotado. O momento histérico era propicio
e demandava a estruturacdo de entidades de apoio ao comércio e a industria. O
“milagre econdémico” configurava a criagcdo das instituicoes de apoio ao
desenvolvimento industrial. Para BARBOSA (2010):

No que concerne a inddstria, a aposta no aumento das exportacdes seria
baseada em programas de incentivos a normalizagéo (sistemas, produtos e
processos oriundos de normas internacionais de uniformizacdo e
harmonizagéo da producéo industrial) e a qualidade (iniciativas relacionadas
ao controle e gestdo da producdo com foco na melhoria continua dos
produtos e processos), alicercados na metrologia. (p.13)

Nesse contexto, em 1970, é criado o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), a partir de diretrizes proporcionadas pelas diretrizes de
desenvolvimento assumidas pelo Governo Médici. Para MALAVOTA (2011, p.7):

(...) é possivel identificar forte unidade conceitual entre o papel para cujo
desempenho o INPI teria sido criado e os objetivos e estratégias da politica
governamental de desenvolvimento naquele inicio dos anos setenta. A
proposta do governo era, em suma, proporcionar a expanséo acelerada da
economia tendo como principal pilar de sustentacdo o desenvolvimento —
guantitativo e qualitativo — do setor secundario, com énfase nos segmentos
mais complexos, que eram, afinal, 0s que proporcionavam maiores niveis de
acumulacéo.

Trés anos depois, na mesma onda desenvolvimentista que ensejou a criacao
do INPI, é criado o Inmetro, entdo chamado de Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial. A extincdo do Instituto Nacional de Pesos e
Medidas e posterior criagdo do Inmetro reiteram as estratégias de integracao entre
0s campos da ciéncia e industria estabelecidas pelo governo Médici. No entanto, a
filiagdo do Inmetro com o Instituto de Pesos e Medidas, aparentemente, sobrelevou,
nos anos seguintes, seu papel regulatério. Somente ao final da década de noventa,
a partir dos efeitos da legislacdo pds-TRIPs e da crescente relevancia do sistema
internacional de propriedade intelectual, as relacdes entre a metrologia e a
propriedade intelectual intensificaram-se.

A Legislacao pos-TRIPs e suas ImplicacGes para a Me  trologia

O advento do Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), em 1994, firmado por ocasiao
da constituicdo da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), condicionou o conjunto
de normas a ser integradas nos ordenamentos juridicos nacionais (PIMENTEL,
2002). Tais mudancas no regime internacional de propriedade intelectual fizeram
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com gue a discussdo sobre os sistema nacional de inovacdo entrasse em foco no
Brasil, e ensejaram a reformulagéo da legislacdo pertinente.

Logo apdés o TRIPs, em 1996, é promulgada a Lei n°® 9.279/1996 (BRASIL,
1996), que regula os direitos e obrigacdes relacionados a propriedade industrial. O
conteudo da Lei bem como as condicbes em que é publicada geram forte polémica.
BARBOSA (2010, p. 8) argumenta que a referida Lei ndo regula, como se propoe,
direitos e obrigacfes relativos a propriedade industrial, ja que apresenta uma seérie
de deficiéncias a partir de seu préprio processo de concepc¢do. A Lei, segundo 0s
autores, deveria ser tramitada como Codigo, 0 que caracterizaria sua verdadeira
funcdo no ordenamento juridico, mas ndo o foi, no intuito de frustrar o debate
daqueles que se interessavam por seus resultados: a sociedade e, em especial, 0
setor produtivo. A Lei foi assim batizada, conforme os supracitados autores, em
decorréncia da celeridade com que esse instrumento especifico conta no tramite de
aprovacao.

Apos a publicacdo da Lei n® 9.279/96, sdo criados varios outros marcos
regulatorios relacionados & propriedade intelectual e & inovacdo. E o caso da Lei n°
9.609/98 (BRASIL, 1998a), que dispde sobre a protecdo da propriedade intelectual
de programas de computador e sua comercializacdo no Pais, e, também, da Lei n°
9610/98 (BRASIL, 1998b) que atualiza a legislacéo sobre direitos autorais.

Ao final da mesma década, também se observam mudancas notaveis no
ambito da metrologia. Nesse mesmo ano de 1998, o Inmetro ganhou mais
autonomia, ao transformar-se, por decreto, em agéncia executiva. A mudanca
acarretou melhoria da qualidade dos servicos prestados, aperfeicoamento do
controle social do Estado, combate ao clientelismo e valorizacdo do servidor publico
(DIAS, 2011, p.142).

Ao mesmo tempo, o selo do Inmetro ganhava popularidade, com o “Programa
de Andlise de Produtos”, programa televisivo transmitido em horario nobre, a partir
de 1996, estabelecido com base na ISSO Guide 46-1985 (Comparative Testing of
Consumer Products and Related Services — General Principles) e, também, em
reclamacdes recebidas por meio do Departamento de Protecdo e Defesa do
Consumidor. Mais uma vez, consolidava-se o papel regulatério da metrologia no
Brasil, e, com ele, um significado para o termo “metrologia”.

Foi assim, no espaco de poucos anos, que o Inmetro deixou a obscuridade
dos organogramas da administracdo publica para ter a sua logomarca
impressa em uma imensa variedade de mercadorias e seus testes de
produtos exibidos aos domingos, em um dos programas de maior audiéncia
da televisdo brasileira. (DIAS, 2011, p. 143).

Mais recentemente, como um marco fundamental para uma retomada da
metrologia como base para o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, foi criada a
Lei N° 10.973/2004, (BRASIL, 2004) a “Lei da Inovacdo”. Pode-se afirmar que o
advento dessa Lei possibilitou uma verdadeira mudanca de rumos no ambiente
metroldgico, reacendendo o debate quanto aos direcionamentos da pesquisa e do
apoio metroldgico cientifico a industria.

A promulgacdo da Lei da Inovacdo renova a interacdo ciéncia-industria e
possibilita repensar a prépria imagem do Inmetro perante o setor produtivo e a
sociedade. Reforca, ainda, a importancia da contribuicdo metrologica para o
delineamento de um cenario favoravel ao desenvolvimento cientifico, tecnoldgico e
ao incentivo a inovacdo. O foco no conhecimento como elemento central do
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desenvolvimento econdémico e na inovagcdo como seu principal veiculo de
transformacéo passa a ser formalmente reconhecido como fundamento das politicas
de ciéncia e tecnologia. O Inmetro cria novos canais de divulgacdo com foco em sua
importancia cientifica. Os papeis do Ministério do Desenvolvimento da Indastria e
Comeércio Exterior e do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacédo sao debatidos
em torno do novo ordenamento juridico, e de politicas que associam inovacdo e
desenvolvimento econémico.

O desafio de se estabelecer no pais uma cultura de inovacdo esta
amparado na constatacdo de que a producdo de conhecimento e a
inovacdo tecnolégica passaram a ditar crescentemente as politicas de
desenvolvimento dos paises. Nesse contexto, o conhecimento é o elemento
central das novas estruturas econdmicas que surgem e a inovacao passa a
ser o veiculo de transformacédo de conhecimento em riqueza e melhoria da
qualidade de vida das sociedades *

Também em consequéncia da Lei da Inovacédo, em 2007 foi criada a Diretoria
de Inovacéo e Tecnologia - Ditec, no Inmetro, cuja fungéo principal é apoiar as acoes
da politica industrial, estimulando a inovagdo e a competitividade do setor produtivo.
A Diretoria constitui-se como 0 nudcleo de inovacao tecnologica do Inmetro. Possui
trinta colaboradores, dentro os quais 13 servidores de carreira, sendo que ha
concurso especifico para a area. Seu gestor tem status de Diretor, ou seja, esta
diretamente subordinado a Presidéncia do Instituto.

A Diretoria tem como missdo o apoio a insercdo competitiva da empresa
brasileira, por meio do desenvolvimento tecnolégico e da inovacdo dos
produtos, processos e servicos que se diferenciam pela exatiddo das
medicdes ou pela atestacdo da sua qualidade.

Em 2011, a Ditec passou por um processo de reestruturacdo, com destaque
para a criacdo da Incubadora de Projetos Tecnolégicos e Empresas no campus do
Inmetro. Desde entdo, tem se empenhado em manter projetos que permitam ao
setor produtivo ter acesso ao conhecimento existente na Instituicdo. Tais projetos
dividem-se em areas especificas: gestdo da inovacdo em redes; gestdo da
propriedade intelectual; interacdo Inmetro-industria; Incubadora do Inmetro; Divisdo
de Estudos Prospectivos e Avaliacédo de Impacto.

Ainda em 2011, o Governo alterou o nome do Inmetro - antes Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial, para Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Tal mudangca, que consta da Medida
Provisoria n°® 541 (BRASIL, 2011), afeta e € resultado de uma complexa estrutura
que envolve o desenvolvimento de novas tecnologias, a institucionalizacdo da
ciencia e uma série de outras relacbes politicas e econbmicas ligadas ao
desenvolvimento industrial brasileiro. Sendo assim, embora de modo invisivel a
maioria das pessoas, afeta, diretamente, e por varios canais, o papel da metrologia
no pais.

A énfase no apoio a inovagdo e na relagdo ciéncia-inddstria motivaram a
criacdo de um conjunto de redes e projetos relacionados a essas atividades no
Inmetro. A Diretoria de Inovacgao criou, na Ultima década, uma série de programas de

! Informacao disponivel enfittp://www.mct.gov.br/index.php/content/view/84ftrml.
2 Missao da Ditec. Disponivel na pagina do Inmeti://www.inmetro.gov.br/
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interacdo entre o Inmetro e a industria; além do Portal da Inovacéo do Inmetro - este
altimo como importante referéncia a imagem publica do Inmetro mais associada ao
apoio cientifico metrologico a industria que a suas atividades regulatoérias.

CONCLUSAO

O desenvolvimento da metrologia no Brasil se deu a partir de uma forte
associacado com as relagdes de comércio e consumo, ou seja, com um entendimento
de “metrologia” bastante associado a ideia de “pesos e medidas”. No entanto, a
forca dessa associacdo, durante algumas décadas, pode ter ofuscado o papel
propriamente cientifico da metrologia O significado de metrologia, de acordo com a
principal referéncia técnica internacional contemporéanea, o Vocabulario Internacional
de Metrologia (BIPM, 2008) considera o termo a partir do seu viés cientifico, e ndo
de suas correntes regulatorias. Nesse sentido, é importante salientar que a funcéo
regulatéria € uma funcéo atipica, ao se considerarem a maior parte dos Institutos
Nacionais de Metrologia e que é mister avaliar a metrologia a partir de uma
orientacdo cientifica, esta voltada pros conceitos de inovacdo e propriedade
intelectual.

A partir do advento do Acordo TRIPs, e, de forma destacada, na Ultima
década, no Brasil, a metrologia assume, cada vez mais claramente, o papel de
disciplina cientifica nas areas de experimentacido e medicdes fisicas. E justamente
nesse sentido que a metrologia se aproxima da propriedade intelectual e que o papel
da ciéncia metroldgica e dos Institutos Metrolégicos Nacionais tornam-se primordiais
ao desenvolvimento industrial, sobretudo na pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos. A aplicagdo do conhecimento metrologico torna-se fundamental para a
inovacao tecnoldgica e é clara sua aproximacao cada vez maior com a propriedade
intelectual e com a inovacao na industria.
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